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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEIl est
constamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état
actuel de la technique.

date de
disponibles

Des renseignements relatifs a la
reconfirmation de la publication sont
auprés du Bureau Central de la CEI.

relatifs a ces révisions, a
éditions  révisées et aux
étre obtenus auprés des

Les renseignements
I'établissement des
amendements peuvent

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the
content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation
of the publication is available from the IEC Central
Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
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¢ Bulletin de la CEI

* JAnnuaire de la CEI
Publié annuellement

* [Catalogue des publications de la CEIl
Publié annuellement et mis a jour régulierement

Termipologie

En ce dui concerne la terminologie générale, le lecteur
se reportera a la CEl 60050: Vocabulaire
Electrofechnique International (VEI), qui se présente
sous fdrme de chapitres séparés traitant chacun d
sujet dgfini. Des détails complets sur le VEI p
étre obtenus sur demande. Voir égalemen
dictionrjaire multilingue de la CElI.

publicafion ont été soit
spécifiquement approuvés
publicafion.

Symboples graphigues e
Pour lgs symboles g ige
et les dignes d'usage gén
lecteur

éled

Les symboles et signes contenus dans la présente
publication ont été soit tirés de la CElI 60027, de la
CEI 60417, de la CEIl 60617 et/ou de la CEl 60878,
soit spécifiquement approuvés aux fins de cette
publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant
a la fin de cette publication, qui énumerent les
publications de la CEIl préparées par le comité
d'études qui a établi la présente publication.

SOUTCTST

¢ |EC Bulletin

* |EC Yearbook
Published yearly

readers are refefred to
ational "Electrotechnical Vodabulary
Sin the form of separate chapters

& specific field. Full detail§ of the
Qe supplied on request. See also the IEC

8 and definitions contained in the present
publication have either been taken from the [IEV or
been specifically approved for the purposeg of this

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols anfg signs
approved by the IEC for general use, readgrs are
referred to publications:

— |EC 60027: Letter symbols to be used in ¢lectrical
technology;

— |EC 60417: Graphical symbols for lse on
equipment. Index, survey and compilation| of the
single sheets;

— |EC 60617: Graphical symbols for diagrams

and for medical electrical equipment,

medical

The symbols and signs contained
publication have either been taken from IEC 60027,

in the present

IEC 60417, IEC 60617 and/or IEC 60878, or have
been specifically approved for the purpose of this
publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of
this publication which list the IEC publications issued
by the technical committee which has prepared the
present publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 12-4: Dispositifs optoélectroniques —
Spécification particuliere cadre pour modules pin-FET
avec ou sans fibre amorce,
pour systéemes ou sous-systemes a fibres optiques

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation
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5) L4
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Cette [norme est™d pécification particuliére cadre pour modules pin-FET pour systénm

sous-gystémes a fibrés optiques.
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Le texte de ceite norme est issu des documents suivants.

FDIS Rapport de vote

47C/151/FDIS 47C/171/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant

abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
la spécification dans le systeme CEI d'assurance de la qualité des composants électroniques

(IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 12-4: Optoelectronic devices —
Blank detail specification for pin-FET
modules with/without pigtail,
for fibre optic systems or subsystems

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide orga flization
cgmprising all national electrotechnical committees (IEC National Committe® ¢ PHC is to
prlomote international co-operation on all questions concerning standardjZation ica d el¢ctronic
fia i . Their
prieparation is entrusted to technical committees; any IEC National jept dealt
with may participate in this preparatory work. International, goverrfmqentaka zations
lig hational
0} een the
tw

2) T ble, an
in bntation
fr

3) T in the
fofm of standards, technical reports or duides_and t in that
X

4) In hational
Sfandards transparen s. Any
divergence between theN\JEC clearly
indicated in the latter.

5) Tie IEC provi for any
equipment declared

6) Aftention is dra be the
s s.

Internptional \ Standagd 60747-12-4 has been prepared by subcommittee| 47C:

Optoele display and imaging devices, of IEC technical committee 47: Semiconfductor

devicgs.

This gtandardsis ablank detail specification for pin-FET modules for fibre optic systems or

subsyptems;

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting

47C/151/FDIS 47C/171/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number
in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -

Partie 12-4: Dispositifs optoélectroniques —
Spécification particuliere cadre pour modules pin-FET
avec ou sans fibre amorce,
pour systemes ou sous-systemes a fibres optiques

INTRODUCTION

Le systéme CEl d'assurance de la qualité des composants élect oniq ¢ tionne
confofmément aux statuts de la CEI et sous son autorité. Le but de ce/sy définir
les prpcédures d’assurance de la qualité de telle fagcon que les composg ts élec on| eq livrés
par un pays participant comme étant conformes aux exigences d’ plicable
soientl également acceptables dans les autres pays participa autres

essais.

Cette
cadre
suivar

CEI 6

générf

CEl
Spéci

Rense

Les n
indical

Identification de |2

(1]

(2]
(3]

fication intermédiaire pour les dis

ignements nécessaire

ombres placés
fions suivan

Nuniéros de référence et d’édition des spécifications générique et intermédiaire.

(4]

NUmero national de la speciiication particuliere, date d edition et toute autre miorr
requise par le systéme national.

Identification du composant

(5]
(6]

Fonction principale et numéro de type.

cificatjpns particulieres

ications

Sciffcation

50747-12/QC  720100: 1991, expiconducteurs — Douziéeme partie:

Nt aux

iffcation

ation

Dessin d’encombrement, identification des bornes, marquage et/ou référence aux

documents correspondants pour les encombrements.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -

Part 12-4: Optoelectronic devices —
Blank detail specification for pin-FET
modules with/without pigtail,
for fibre optic systems or subsystems

INTRODUCTION

The IEC quality assessment system for electronic components is opergted in accQrdandge with
the stptutes of the IEC and under the authority of the IEC. The object of( this.'s is to
define roni » eased
by on{ cation
are eg ing.
This b Huctor
device

IEC 6 on for
discreg

IEC 6 on for
optoelectronic devices

Required information

Numbgrs shown in brag ms of
required informatipq,

Identification of th: g

[1] detail
(2]

(3]

[4] [The national number of the detail specification, date of issue and any further inforr:ration,
Identification of the component

[5] Main function and type number.

[6] Outline drawing, terminal identification, marking and/or reference to the relevant

document for outlines.
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[7] Renseignements sur la construction typique (matériaux, technologie principale) et le
boitier.
Si un dispositif posséde plusieurs types de produits dérivés, ces différences doivent étre
indiquées, par exemple les particularités des caractéristiques dans le tableau comparatif.
Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, les précautions nécessaires
a observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliere.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité conformément au 2.6 de la spécification générique.

Les articles indiqués entre crochets sur les pages suivantes, qui correspondent a la premiéere
page de la spécification particuliére, sont destinés a guider le rédacteur de la spécification; ils
ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.

[Nom (adresse) de I'ONH responsable [1] [ [Numéro de la spécifieati artic
(et éventuellement de I'organisme aupres duquel IECQ, plus numéro d'edqition eMol
la spécjfication peut étre obtenue).]

iar [2]

COMP®SANT ELECTRONIQUE DE . [3]
QUALITE CONTROLEE CONFORMEMENT A:
Spécifitation générique: CEl 60747-10/

QC 704000

Spécifitation intermédiaire: CEl 60747-12/
QC 724100

[et réféfences nationales si elles sont différeméN (\

(4]

uméro

SPECIFICATION PARTICULIERE CADRE POURWOD
AMORCE POUR SYSTEMES OU SOUS-SYSTE A FIBRR

[Numérp(s) de type du ou des dispositifs correspondan i
Renseignements a donner dans(iés\c\omyaﬁr’rde\ ticl® 7 de“cette norme.

(5]

1 Desdription mécanique g\é'éve description [7]
odule pin-FET pour systémes ou sous-systémes a

fibres optiques

Référemces d'encombreme

et de bpitier
— pelon CEI 60

— pationales [en I'aB

Matériau semiconducteur:
photodiode: Si, Ge, InGaAs, ...
FET: GaAs, Si, InGaAs, ...

d'erjcombrement CEI} circuit amplificateur: GaAs, Si, InGaAs, ...
Dimepsior]s et con EXIQNS: Matériau d'encapsulation: métal/verre/plastique
(terminpl éventyel cor & ) /autre

[Caractgristique
Type de fibre, gaine:

Application: numérique, analogique, ...
Longueur d'onde de fonctionnement:

— type, coeliref diam&tre de la gaine de protection 0,85 pum, 1,3 pm, ...

Informatio
(voir arficle 9%

de fa fibre; [Certaines caractéristiques importantes peuvent étre
—  puyertute numérique; ajoutées.]

— gathe{primaire-et-secondaire):

— structure de la fibre amorce; 3 Niveau(x) d'assurance de la qualité [8]
— longueur de la fibre amorce; [A choisir dans le 2.6 de la spécification générique.]

— préparation de I'extrémité de la fibre amorce y
compris le connecteur (s'il y a lieu).

[Peut étre transféré ou donné avec plus de détails
a l'article 9 de cette norme.]

Marquage: Lettres et chiffres/code couleur
[Voir I'article 6 de cette norme.]

Indication de polarité, si une méthode spéciale
est utilisée.
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[7]

—9-

indicated, e.g. feature of characteristics is the comparison table.

If a device is sensitive to electrostatic charges, a caution statement shall be added in the

detail specification.

(8]

The clauses given in square brackets on the next page of this standard, which forms the front

Category of assessed quality according to 2.6 of the generic specification.

those differences shall

Information on typical construction (materials, the main technology) and the package.
If the device has several kinds of derivative products,

page of the detail specification, are intended for guidance to the specification writer and shall

not be included in the detail specification.

AL\
[Name (address) of responsible NAI [1] [Number of IECQ detail spegificati [2]
(and pdssibly of body from which specification is number plus issue number and/ at
available).]
ELECTRONIC COMPONENT OF [3] [ [ ificati [4]
ASSESISED QUALITY IN ACCORDANCE
WITH: pats
Generi¢ specification: IEC 60747-10/
QC 704000
Sectiorjal specification: IEC 60747-12/
QC 724100
[and ngtional references if different.] <\
BLANK|DETAIL SPECIFICATION FOR PIN-FET M@DUL IT ITH [5]
PIGTAIL FOR FIBRE OPTIC SYSTEMS OR SU SYSTEM
[Type nqumber(s) of relevant device(s) and, if ap ropr‘uc ra ilar devices.]
Ordering information: see cIP{kse f this standargd:
1 Mechanical descrlp on \> 2 Short description [7]
Either qutline refere pr base and\caseNefer Pin-FET module with fibre for fibre optic systems ¢r
subsystems
— from IEC 60191-2
N 8 Semiconductor material:
. photodiode: Si, Ge, InGaAs, ...
Outline FET: GaAs, Si, InGaAs, ....
(termin amplifier circuit: GaAs, Si, InGaAs, ...
[Chara
Encapsulation: metal/glass/plastic/other
1. Fibre type, coating:
Informat Application: digital, analogue, ...
(pigtail
. 1o . . . Operating wavelength: 0,85 pum, 1,3 um, ..
— fibre typ& core and fadding diameter; [Some important quick reference data may be addpd.]
— nimérical aperture;

g (primary/secondaryy;
— structure of the pigtail;
— length of the pigtail fibre;

— end preparation of the pigtail fibre including
connector (where appropriate).

[May be transferred to, or given with more details, in
clause 9 of this standard.]

Marking: letters and figures/colour code
[see clause 6 of this standard.]

Polarity indication if special method is used.

3 Categories of Assessed quality

[Choose from 2.6 of the generic specification.]

(8l

be
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4 Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)

60747-12-4 © CEI:1997

Ces valeurs s'appliquent pour un module dans la gamme des températures de fonctionnement,
sauf indication contraire.

[Répéter uniqguement les numéros et textes des paragraphes utilisés. D'éventuelles valeurs

supplémentaires sont & donner a I'endroit convenable, sans numéro de paragraphe.]

[l convient que les courbes figurent de préférence a I'article 10 de cette norme.]

Para- Valeurs limites Symbole Valeur Unité
grapnpe littéral Min/\k@x.
4.1 Température ambiante ou température de boftier Tamb OU X Cc
Tcase
4.2 Température de stockage Tstg
4.3 Température de soudage (spécifier le temps de Ty x X
soudage et la distance minimale par rapport au boitier)
[Les conditions recommandées (température, durée, \
etc.) peuvent étre données a I'article 10)]
4.4 Rayon de courbure de la fibre amorce (a la distanc > mm((cm)
spécifiée par rapport au bofitier) 7
4.5 Choc Q X m/$2, s
4.4 Vibration X m/sf, Hz
4.7 Accélération (s’il y a lieu) X my/s?
4.9 Force de traction dans I'axe du cap
— Structure lache:
traction sur la fi F X
F X N
F X N
4.9 Vsupp X X
4.10 ®, X mW (W)
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4 Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply per module over the operating temperature range, unless otherwise stated.

[Repeat only clause numbers used, with text. Any additional values should be given at the
appropriate place without clause number(s).]

[Curves should preferably be given in clause 10 of this standard.]

Sub- Limiting values Letter Value Unit
clayse Syrmot Min. Max.
4.1 Operating ambient or case temperature Tamp OF \ C
Tcase
4.2 Storage temperature Tstg \\’\ C
4.8 Soldering temperature (soldering time and minimum T4 x X {®
distance to case shall be given)
[Recommended conditions (temperature, duration, ...)
may be given in clause 10.] \/
4.4 Bend radius of pigtail (at specified distance from th r > mn] (cm)
case)
4.5 Shock m/fs?, s
4.6 Vibration Q m/42, Hz
4. Acceleration (where appropriate) np/s?
4.8 Tensile force along cable axis
— loose structure:
tensile force on fb F
tensile force pr_cabte F
— tight structuke:
tensi q F N
4.9 Supply voltage Vsupp X \Y,
4.10 Radiantpowennto the“optical port ®, mW (W)
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5 Caractéristiques électriques et optiques

Voir les exigences de contrdle a I'article 8 de la présente norme.

[Les signes entre parenthéses correspondent aux caractéristiques données «s'il y a lieu» ou en
variantes:

— Les caractéristiques marquées «s'il y a lieu» dans cet article et dans la partie concernant
les contréles doivent soit étre omises soit, si elles sont spécifiées, étre alors mesurées.

— Pour les caractéristiques données en variantes, il est préférable de laisser I'alternative
ouverte pour permettre l'utilisation de la méme spécification particuliere par différents
fabricants ou pays.]

uelles
dro de

[Répé}er uniquement les numéros et textes des paragraphes utifisés.
carac

paragfaphe(s).
Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification
d'indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes successive
possihle de répéter les valeurs identiques.]

nvient
t que

[Il convient de présenter de préférence les courbes & I'artic

Para- Caractéristiques et conditions a Tamb Symbole V}wur Unité Eskayé
graphe ou Tcase = 25 °C et VR [spécifiél)], littéral ih. ax. en $ous-
sauf indication contraire /\ grgupe
5.1.] Pour les applications numériques: eD?[\)) N W/JHz A2b
puissance minimale détectable en ou dBm
entrée de I'acces optique au rapport L
SIN spécifié (Vsypps Aps AN et BER
spécifiés)
5.1.] Pour les applicatio X W/JHz A2b
puissance minimal ou dBm
entrée de I'acces
C/N spécifié (V{
B spécifiés
5.2 Densité ‘g} i X h3
5.3. X VIW A2b
5.3.9 X A/W A2b
5.4 X A(nA) A2b

Les noles sontala Mbleau (suite)
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5 Electrical and optical characteristics

- 13-

See clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Signs between brackets correspond to characteristics given as "where appropriate” or as
alternatives:

— Those characteristics marked "where appropriate" in this clause and in the inspection

section shall either be omitted or, if specified, shall then be measured.

— For equivalent characteristics given as alternatives, the choice should preferably be left
open to allow the use of the same detail specification by different manufacturers or

countries.]

[Repept only clause numbers used, with text. Any additional values

appropriate place without clause number(s).

When

be given on successive lines, not repeating identical values.]

[Curves should preferably be given in clause 10 of this standa

several devices are defined in the same detail specification,

at the

should

Sub Characteristics and conditions Letter \\(em‘e\ A Tepted
clauge at Tamb OF Tcase = 25 °C and Vr symbol . Mé\ in supgroup
[specified®], unless otherwise stated ~ W “
5.1.] For digital applications: DdW) C X W/JHz A2b
minimum detectable power into or dBm
optical port at specified S/N ratio
(Vsupp: Aps AN and BER specified) N
5.1.1 For analogue applications: eD(A) X wW/JHz A2b
minimum detectable power into or dBm
optical port at specjfie
(Vsuppr Aps f
5.2 op X N3
5.3. Sp) X AW A2b
5.4 Ir X A(nA) A2b
AN\
The notes ar tMn Wble (comtinued)
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(fin)
Para- Caractéristiques et conditions & Tamb Symbole Valeur Unité Essayé
graphe ou Tcase = 25 °C et Vr [spécifiél)], littéral Min. Max. en sous-
sauf indication contraire groupe
Soit
5.6.1 Temps de commutation a A, AN, R
spécifié, flux énergétique absorbé
par impulsion de pointe ®¢,, et flux
énergétique résiduel ®g,:
— temps de croissance t X ns A2Db
- tCIII}JO dC dé\/lU;QOClII\/C l.‘f A LLE=] 2b
soit
5.6.2 Caractéristiques de fréquence:
5.6.2.1L Fréquence de coupure en petits fe X MHZ (GKz) A2b
signaux & Vg, pp, RL, Ap, AA, &
et
5.6.2.p Modulation de la réponse dans la AS/S X \3
bande de fréquence spécifiée f;, f, A\
(Veupp: Vs Aps BN, @, fp spécifiés) Q X
5.7 Bruit basse fréquence a Vgypp, Ry, Pro. », LF /\ X IHz h3
fp, B spécifiés
5.8 Réflectance (conditions a I'étude) }7 \ dB \3

1) safif indication contraire, Vi doit étre iderftjgue pou toutes les cw
2 s'ify a lieu.

&%
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(concluded)
Sub- Characteristics and conditions Letter Value Unit Tested
clause at Tamb OF Tease = 25 °C and Vr symbol Min Max. in

[specified™], unless otherwise stated subgroup

Either

5.6.1 Switching times at specified Ap, AA,
R, input radiant pulse peak power
®q4, and offset radiant power ®g,:
— rise time t, X ns A2Db
— fall time t X ns A2b

or

5.6.2 Frequency characteristics: fe X Hz (GH A2b

5.6.2.1L Small signal cut-off frequency at
specified Vgypp, RLs Aps A, @

and

5.6.2.p Frequency response flatness for AS/S \3
specified bandwidths fy, f, (Vsupp, N
VL, Ap, DA, @, fp specified) Q X

5.7 Low-frequency noise at Vsupp, R\, Pro. A, LF /Hz N3
fo B specified \

5.8 Return loss (conditions: R ﬁ \ dB \3

to be specified)

1) vg|shall be the same for all characteristic

2) WHere appropriate.

W statU

&
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6 Marquage
[Informations effectivement portées sur le dispositif et sur son emballage primaire.]

[Toute information particuliére autre que celle figurant dans la case [6] (article 1) et/ou en 2.5
de la CEI 60747-10 doit étre spécifiée ici.]

7 Rédaction des commandes

[Sauf indication contraire, les informations suivantes sont nécessaires pour commander un
dispogitit Specifique.

— huméro de type précis,
— référence IECQ de la spécification particuliére avec numéro g’'éd e $'ily a

— foute autre particularité.]
8 Copditions d’essai et exigences de contrble

[Elles| figurent dans les tableaux suivants ou ie 2cifi et les
conditions particuliéres d'essai a utilj : ' 2 indigations
donnédes dans la CEl 60747-5. Un «x»dan e yNi ' a indiglier en
spécifjcation particuliére.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couyert§ pa acificati iculiére, i nvient
d'indiquer les conditions et/ov S 3 i ives, bvitant
autan{ que possible de répe ' :

techniques séri ement
équivalents, ils vi . Les
variantes ont été es de
mesule en usage(da

[Dans| cet a@ s( X\ de paragraphes donnés en référence se rapportent a la
spécification générigle CEI 68747-10, sauf mention contraire, et les méthodes d'essai[citées

sont tirées de 3M.dea spécification intermédiaire.]

[Pourlles em&sekechantlllonnaqe se reporter a, ou reproduire les valeurs de 3.7 de la

CEl 60747-12, spécification intermédiaire, en fonction de la catégorie de qualité cortrolée
applicable,]

[Il convient que Iexchaix entre des warfantesyd'essais soit Ialsse ouvert, sauf si des raisons
ZSn

[Pour le groupe A, le choix entre les systemes NQA et NQT doit étre indiqué dans la
spécification particuliére.]
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6 Marking

[Information actually marked on the device and on the primary pack.]

[Any particular information other than given in box [6] (clause 1) and/or 2.5 of IEC 60747-10,
shall be given here.]

7 Ordering information

[The f ||n\Al|nﬂ mlnlmllm |nfnrmaf|r\n |e Recessan/ fr\ r\rrh:n' a eneC!f!C de\vllcn rW|se
specifjed:

— precise type reference;

— JECQ reference of detail specification with issue number and/c

— [ategory of assessed quality as defined in IEC 60747-12;

— Rny other particulars.]
8 Test conditions and inspection requirements
[Thesg are given in the following tabl to be
used shall be specified as required fgr a est in
IEC §0747-5. An "x" in the table detail
specification.]
[Wher litions
and/of values should b itjon of
identi¢al conditions and
[The Ethoice betyween sound
technical reaso ‘@ i ant to
achieye the same 1€ atives
are piovi i sed in
variou
[In thi ause numbers is made with respect to the generic specifi¢ation,
IEC 6)7M\$O\un1ve§s oth\erW|se stated and test methods are guoted from 3.4 of the segtional
specif
[For dampling. Teguirements, either refer to, or reproduce, values of 3.7 of IEC 60747-12,
sectional specification, according to applicable category of assessed quality.]

[For group A, the choice between the AQL and LTPD system shall be stated in the detail

specif

ication.]
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Groupe A"

Contrdles lot par lot

Tous les essais sont non destructifs (3.6.6).
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Examen

Symbole littéral

Référence

Conditions a Tymp OU Tgage =
25 °C et VR spécifie?, sauf
indication contraire

Exigences/
limites de contrble
ou d'essai

Min. Max.

Sous-groupe A0

Essais
chaque

ESD sur

plague

Comme spécifié

—

Sous-g|
Exame

oupe Al
visuel externe

Spécification génériqL}e/le

Sous-groupe A2a
Dispositifs inopérants®

)

Sous-g|

- Pui
minimal

- Sern

- Coy
d’obscy
la phot

soit:

- temfps de
commufation

soit:
- fréqg
coupur
signau

oupe A2b

sance
e détectable

sibilité

rant
rité inverse de
diode pin

uence de <

P en petits
(

" tf%

f

CEI 60747-5
Amendement 1

CEI 60747-5

c€

| 6047-5

Voir 5.1

VR, M, BN, R, flux énergétique
absorbé par impulsion de pointe

o1 » et flux énergétique résiduel
‘Dez

Vr: RL, Ap, AN, @, spécifiés

Sous-g|

[si requi

— Dern
en sort

— Bru
fréquen

- Mogq
répons
de fréq

ulation-de Ta
b dans la*bande
Llence Spécifiée

h&v partculiere]

CEI 60747-5
Amendement 1

CEI 60747-5
Amendement 1

CEI 60747-5
Amendement 1

PN TP

V.

supp: RL’ fmbr B SpéCIfléS

V.

supp: RL’ fmbr B SpéCIfléS

fi, 2, Vsupps
spécifiés

RL, Aps DA, g, fry

— Réf

£
eeranRte

] H 41 TH &
TP E-taRSTaSPpeeHeattoparatutese

X

1)

groupe C sous forme de LIS et LSS (limite inférieure/supérieure de la spécification).

2)
3)

Les dispositifs inopérants sont définis comme suit:

Sauf indication contraire, V doit étre identique pour toutes les caractéristiques.

Ir tout courant supérieur a 100 fois la valeur spécifiée;

inversion de polarité;

fibre ou fils cassés;
court-circuit: Vg < 0,1 Vimax
circuit ouvert: VF > 5 Vipax-

Les conditions d’essai sont données a I'article 5 de la présente norme.

4) s’

ily alieu.

Les limites minimale et maximale applicables en groupe A sont prises comme référence en groupe B et
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All tests are non-destructive (3.6.6).
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Group A Y

Lot-by-lot tests

Examination Letter Reference Conditions at Ty OF Tease = 25 °C and Vg Inspection or test
symbol [specified?], unless otherwise stated requirements/limits
Min. Max.
Subgroup A0
ESD test on each As specified
wafer (‘
Subgrpup A1 N (
Externfal visual Generic specification 4.2.1.1
inspedtion
Subgrpup A2a \ \)
Non-operative
devicgs®
N
Subgrpup A2b \>
- Minimum ®epp) [IEC 60747-5 X
detectpble power or Amendment 1
DeD(A)
- Responsivity Sy IEC 60747-5 X
Sepy?  [Amendment 1
IEC 60747-5 «
- Reverse dark IR Cq0747-5 X
current of pin
photodiode
either
- swit¢hing times VRN\\p,AA, RL, input radiant pulse peak X
pawer ®.,, and offset radiant power ®e2 X
specified
or ? X
- sma|l signal cut-of VR, RL, Ap, AN, Pe specified
frequency
Subgrpup
[If reqpiréd by
- Qutput nois C 60747-5 VSupp’ RL’ fmb’ B Specified X
power|density Amendment 1
- Low frequency IEC 60747-5 VSupp’ RL! fmb’ B Specified X
noise Amendment 1
- Frequency [ANSYAS) TEC60747-5 T, 12, Vsupps RLs Apr BOA, ®g, Trmp SPECHed X
response flatness Amendment 1
- Return loss RL To be specified in the DS X

USL (lower/upper specification limit).

® Non-operatives are defined as follows:

— wrong polarity;

— broken leads or broken fibre;
— short circuit VE < 0,1 VEmax;
— open circuit VF > 5 VEmax.

4) Where appropriate.

2 v shall be the same for all characteristics, unless otherwise stated.

— Ir any current higher than 100 times the specified value;

The test conditions are given in clause 5 of this standard.

Y The relevant minimum and maximum limits of group A are referred to later on in groups B and C as LSL and
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Groupe B

Controdles lot par lot

LIS = Limite inférieure de la spécification

LSS = Limite supérieure de la spécification

O
O Groupe A
C

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6).

60747-12-4 © CEI:1997

Examen ou essai

Référence

Conditions & Tamb OU Tcase = 25 °C

i 3 = , ExigencesHimites du
sauf indication contraire < antrole

in. Max.

Sous-groupe Bla

%

Dimendions Spécification générique £2.2/ (Voilarticle|1,
annexe B se [6])

Sous-groupe Bl1lb \>

Dimendions relatives Comme spec fe (Voir articlg 1,

au systeme optique case [6])

Sous-groupe B2b

Mesure| aux températures

<

Specifié dans la

extrémes spécification parficuliéere
Sous-groupe B3 (D)
Pliage fles fils et de la fibre CEl 60749, Pas de détériofation

amorce| (essai de pliage
et de trhction)

)]

Soudalilité, s'il y a lieu

Résistgnce a la cha@
de soudlage

Sous-groupe B4

N

me spécifié
(methode du bain de soudure
mmandée)

Bon mouillage

Sous-gfoupe B5 (D)

Changgment rapide d 1 6 9 N = comme spécifié

température suiyi ch. N, art. 1

soit: Comme spécifié

- essailc CEI 60749,

humidelavec ch. Ill, art. 4

- ®e (D) o

- S (pD) O Comme en A2b LIS
/ O

- IR

soit:

— étanchéité CEIl 60749,

(boftier étanche seulement) ch. I, art. 7

LSS

LSS

(suite)
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LSL = Lower specification limit U

— 21 —

Group B

Lot-by-lot tests

OGroup A

USL = Upper specification limit C

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6).

Examination or test Reference

Conditions at Tamb or Tcase = 25 °C
unless otherwise stated

Inspection
requitementshi

Mmits

Ral

R

ax.

Subgroup Bla

Dimendions

Generic specification 4.2. 2/ap endix

(Me

box [6])

Subgroup B1b

Optical
dimens

y related
ons

As specified

(See clausq
box [6])

>

Subgroup B2b

Measurements at extreme
tempergatures

at Ta

{ N

To be specif
in the DS

Subgroup B3 (D)

d fibre pigtail
(bending and pull

Lead a
bendin
test)

IEC 60749,
if applicable

orce = (see | 60749, chapter I,

clau@b ause 1.2)

No damage

Subgroup B4 (D)

Solderdbility if applicable

Resistgnce to soldeyi
heat

SSp cifie
th method preferred)

Good wettin

Subgroup B5 (D)

Rapid g
temper

hange of

either:

- damp
final m{
. ®De(D)
* Sepp)
. Ir

clause 4

N = as specified

As specified

O
0 As for A2b
O

LSL

DSL

DSL

or:

IEC 60749,
chapter IIl,
clause 7

- sealing (hermetic
package only)

(continued)
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Groupe B — Contréles lot par lot  (fin)

Examen ou essai Référence Conditions & Tamb oU Tcase = 25 °C, Exigences/limites
sauf indication contraire du contrble
Min. Max.
Sous-groupe B8
Endurance électrique 168 h, fonctionnement électrique
a Tamb, max OU Tcase, max
®e = 0; Vet Ir spécifiés

avec mesures finales:
- ®e (D) 0 1,2 LSS
- Sp gComme en A2b 0,8 LIS
- IR O 1,2 LSS1

RN ou 2 viDY
Sous-groupe ESD (D) <*
avec mpsure finale: Comme spécifié
- IR

10/vID"Y
Sous-groupe RCLA Informations par attributs pour 83\
e B4, B5 et B8
Rapports certifiés de lots
acceptés
D «v|D» indique la valeur individuelle de chaque échantillon c%tré&éw >

A

&
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Group B — Lot-by-lo

t tests

—23-

(concluded)

Examination or test

Reference

Conditions at Tamp Or Tcase = 25 °C
unless otherwise stated

Inspection
requirements/limits

Min. Max.
Sub-group B8
Electrical endurance 168 h, electrical operation at Tamb, max Of
Tcase, max , Pe = 0; V and Ir specified
with final measurements:
- (DE(D) nl 1,2 USL
- S(pD) g As for A2b , L 1,2l usL
- Ir (2/81\5\ or 2[1ivD"
N
Subgroup ESD (D) As specified
with final measurement:
- Ir 0 |vDp®

Sub-group CRRL

Certifiefd records of
released lots

Attributes information for B3, B4, B5and B8 \

N

D «vp” means the individual value of each tested sample. / ~ >

9,

V(O

®
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